Servigo Publico Federal
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia Sul-rio-grandense
Pro-Reitoria de Ensino
Campus Pelotas
Curso de Engenharia Elétrica

DISCIPLINA: Prototipacdo e Teste de Sistemas Hibridos

Vigéncia: a partir de 2007/1 Periodo Letivo: Eletiva

Carga Horéria Total: 45h Cdédigo: EE.546

Ementa: Sistemas analogicos configuraveis e limitagdes. Interface analdgico-
digital em sistemas integrados. Sistemas operacionais embarcados. Hierarquia
de memoria. Teste de memoria. Teste de placas. Barramentos digitais e
memoria caché. Implementacdo de DSP em sistemas digitais. Teste de blocos
analdgicos em sistemas hibridos. Teste de conversores A/D. Teste de blocos
em RF. Aplicagfes de sistemas hibridos.

Conteuidos

UNIDADE | — Especifica¢do de sistemas hibridos
1.1 Especificacdo em alto nivel de sistemas hibridos
1.2 Interface analdgico-digital
1.3 Teste e tecnologia de implementacao

UNIDADE Il — Projeto baseado em plataformas
2.1 Plataformas digitais
2.2 Plataformas SoC
2.3 Prototipacao analdgica

UNIDADE Il — Teste e Validagéo de Sistemas Hibridos
3.1 Teste e testadores
3.2 Teste de conversores A/D
3.3 Teste de blocos analogicos
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